
 

 

Phase-Separated Nanostructure and Local Electrical Properties of 
Conjugated Polymer Films Studied by Conductive AFM 

 

Conjugated polymer-based solar cells have gained increasing attention as a possible 

inexpensive source of renewable energy owing to their advantages such as high 

throughput and large-area production with low-cost printing processes.  To optimize 

the device performance, the phase-separated nanostructures and local electrical 

properties of conjugated polymer blends must be characterized since they are closely 

related to both the generation and transport of charge 

carriers and thus the overall device performances.  

Conductive atomic force microscopy (C-AFM) is a 

powerful tool for characterizing conductive thin films with 

a few tens of nanometers resolution.  In this seminar, we 

will show our recent study on the investigation of 

nanostructure and local electrical properties of conjugated 

polymer films by C-AFM. 

 

 

電流計測 AFMで明らかにする共役高分子薄膜のナノ構造と電子機能 

 

近年、共役高分子を用いた太陽電池（高分子薄膜太陽電池）の研究開発が世界中で

進められています。高分子薄膜太陽電池では電子ドナー性の共役高分子と電子アク

セプター性の共役高分子（またはフラーレン誘導体）のブレンド膜を発電層に利用して

います。そのため光電変換の機構を理解し高効率化につなげるためには、発電層の

相分離ナノ構造や局所的な電子物性の評価が重要になります。電流計測原子間力

顕微鏡(C-AFM)は、金属コートした AFM 探針をナノ電

極として用いることで、探針直下の構造と電子的特性と

を同時に測定できる技術であり、導電性、正孔・電子輸

送能、電流−電圧特性など、これまでマクロスケールでし
か実現できなかった材料の電子物性解析を 20 nm の

AFM 空間分解能で達成できます。本講演では、C-AFM

を用いた共役高分子薄膜のナノ構造と電子機能評価に

関する我々の研究成果の一部を紹介いたします。 

 


